Logiciel de développement de bibliotheques pour le test de circuits intégrés numériques et
analogiques

Langage PLIP pour la génération de nouveaux tests fonctionnels pour de nouveaux circuits

Compilateur, debugger, et aide intégrée

Fonctionne avec Windows XP™
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Logiciel PremierLink

Le logiciel PC permet aux utilisateurs d'ajouter de nouveaux composants dans la
bibliotheéque et de créer des tests fonctionnels pour des circuits spécifiques.

Les nouveaux tests fonctionnels peuvent &tre créés en utilisant PremierLink IC
Programming (PLIP), un langage de programmation optimisé pour la génération de
programmes de tests congupour les composants numeriques et analogiques.
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Logiciel PremierlLink

PremierLink IC Library Development Manager CE®

Fie Lbrary Device Tools Help

Feview Libary
Family [l ~| Target | Al | FindDevice | Function |
Device. Size | Target | Famil | Class. | Function | Index | A
TList 16 BFL LINEAR TwIN DUAL COMPLEMENTARY SPST Bl MDS AHALDGUE SWITCHES 3191
LM133 8 acT ANALDGUE DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS 3%
oP193FP s AaCT ANALDGUE PRECISION MICROPOWER DPERATIONAL AMPLIFIER 1%
10003 2z AcT DISCRETE  Diode SCHOTTKY POWER DIODE 334 30 310as
310004 z Ao DISCRETE  Dinde SCHOTTKY POWER DIODE 334 40 31004
310005 2 dET DISCRETE  Dinde SCHOTTKY POWER DIODE 334 50 310405
310008 2 Ao DISCRETE  Dinde SCHOTTKY POWER DIODE 334 B 31pas
310010 2 Ao DISCRETE SCHOTTKY POWER DIODE 334 100V 310ai0
DG201A 16 ACT ANALOGUE QUAD MONDLITHIC SPST CMDS ANALOGUE SWITCH 201
LM201A 8 aCT ANALOGUE GENERAL PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER 3200
LM201AN 1 BRL LINEAR HIGH PERFORMANCE OPERAT IONAL AMPLIFIER 3201
LMZ01AP 8 B LINEAR HIGH PERFORMANCE OPERATIONAL AMPLIFIER 20
MLMZ01A B LINEAR HIGH PERFORMANCE OPERATIONAL AMPLIFIER 20
DG202 16 ACT ANALOGUE QUAD MONDLITHIC SPST CMDS ANALOGUE SWATCH 3202
FOAIMP 16 AICT ANALDGUE . PROGRAMMABLE DECADE GAIN INETRUMENTATION AMPLIFIER 04
PGAXEAP 16 AICT ANALDGUE PROGRAMMABLE BINARY GAIN INS TRUMENTATION AMPLIFIER 208
LMZ0BN 14 B LINEAR DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STRDBES 008
LM20EP 8 BAL LINEAR DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STRDBES 3208
L2070 1 BRL LINEAR HIGH PERFOPMANCE OPERAT IONAL AMPLIFIER 207
Lm207P 8 BRL LINEAR HIGH PERFORMANCE OPERAT IONAL AMPLIFIER 207
MLM207N U B LINEAR HIGH PERFORMANCE OPERATIONAL AMPLIFIER 20
207N 14 B LINEAR HIGH PERFORMANCE OFERATIONAL AMPLIFIER 207
LM208N 8 BFL LINEAR HIGH PERFORMANCE OFERATIDNAL AMPLIFIER 3218
21 16 ACT ANALDGUE ACHANNEL MONOLITHIC SPST CMOS ANALDGLE SWITCH )
LMZ1IN 14 B LINEAR DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STADBES 211
LM2A1P 8  BAL LINEAR DIFFEFENTIAL COMPARATOR WITH STROBES 211
L2t 8 acT ANALDGUE DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBE 321
w211 8 acT ANALOGUE DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBE 21
06212 16 ACT ANALDGUE 4CHANNEL MONOLITHIC SPST CM5 ANALDGLE SWITCH 212
OFZIZFR 8 ACT ANALDGUE DUAL LDW NOISE LOW DRIFT OPERATIONAL AMFLIFIER 213
LM21eN 14 BFL LINEAR HIGH PERFORMANCE OFERATIDNAL AMPLIFIER 218
LM21EP 8 B LINEAR HIGH PERFOPMANCE OPERATIONAL AMPLIFIER 218
LMzig 8 ACT ANALDGUE HIGH PERFOPMANCE OPERATIONAL AMPLIFIER 218
LM213 1 ACT ANALDGUE HIGH SPEED DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS 218
LM224 14 ACT ANALOGUE QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER 22
Lm2208 1 AET ANALOGUE QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER 22
LM22aN 14 BFL LINERR QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIER 22
LM233 14 ACT ANALOGUE QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS 323
LM2334 14 ACT ANALOGUE QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS 239
LMZIN 1B LINEAR Compatalor QUADRUPLE DIFFERENTIAL COMPARATOR ]
LP239 1 ACT ANALOGUE  Comparator LOW-POWER GUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS 2%
LM248 1 ACT ANALOGUE  Op Amp QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER BT
LMz4an 14 BRL o QUADRUPLE DPERATIONAL AMPLIFIER 248 &
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Définition d'un circuit

Quand un circuit est sélectionné ou créé, la fenétre de
définition de circuit appardit. A partir de ce moment
I'utilisateur saisi les informations relatives au circuit, ainsi que
ses caractéristiques physiques. Le nom et la fonction seront
employés dans la base de données pour les tris. Des parametres
tel que les types de boitiers, la classe, les seuils et les types de
sorties peuvent &tre également des criteres de choix. Les
broches d'alimentation et de masse du nouveau circuit doivent
etre définies en utilisant la table d'affectation des broches.
Selon le type de circuit choisi, les 'targets’ nécessaires pour
I'essai peut &tre validé en choisissant les 'tabs' en conséquence.

Device Information| BFL Test § AICT Test | Chiphaster Test| Lineatdaster Test

Analogue I Tester [4ICT)
Inchide devics in AICT library
Tests

Valtages Functional Test Canfiguration

Select Test
Develop Test

Connections Test Current Test, 4M35

Woltage Test Test Version: 1.00
Last Modified: 03/03/1955
Functional Test Last Compiled: 09/09/1955

Parameters

“Mirimum cunent transfer ratio -~
CTRMIN =10

“Dinde forward bias test currents 10mé and 15mé

ITEST1=0.01

ITESTZ=0015

Options

O &uta Clip Paosition
Display Mote

Motes and Comments

Language [Engish =] [Thicis a POWER OFF test. Disconnect all power leads from the board under test, including the OV reference.

CTR = curment transfer ratio. Wf = forward diode voltage.

Logiciel de développement de bibliothéque

Le logiciel de développement de bibliotheque affiche tous les circuits
ajoutés a la bibliothéque des systémes 8000 ainsi que ceux créés par
l'utilsateur.

Tous les détails sont sauvegardés dans un fichier du répertoire
‘PremierLink'.compatible Microsoft Access™. Chaque circuit peut avoir
jusqu'a 4 ‘targets’, chaque information spécifique est compatible pour les
4 produits supportés par PremierlLink (SAV8000,
ANALOGB8000,ChipMasterPro et LinearMasterPro). Les données des
circuits sont organisées en 20 familles et peuvent &tre filtrées en
utilisant les menus 'drop down'. Une référence ou une fonction peut &tre
également saisie pour faciliter la recherche. La liste sera filtrée pour
montrer seulement les résultats des recherches. En option, le 'tri
intelligent' sélectionne une liste de circuits dont la référence contient
une chdine de caractéres humériques..

Tous les circuits créés par les utilisateurs peuvent tre sauvés dans un
répertoire 'USER'
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Configuration des tests

Le type de test a appliquer au nouveau circuit peut etre choisi
en sélectionnant la case appropriée. Afin de rendre les essais
plus interactifs, notes et commentaires peuvent &tre ajoutés
ils apparditront lors de la sélection du test. Si un nouveau
circuit a des fonctions et un brochage similaires a un circuit
déja existant dans la bibliothéques, le programme de test peut
éfre copié et utilisé pour la création du test fonctionnel du
nouveau circuit. Un nouveau programme de test peut tre créé
encliquant sur 'develop test"'.
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Logiciel PremierlLink

f | PremierLink IC Test Debugger - uA741

Fils Edit Debug Tools Help

=N @E Wodebug haraware =] |10 2| | [T | 2|2 @)
Source Programme for uAT41 Debug
o Stetus |
FROCEDURE FB_TEST AMP “
"Messure the nominal circuit voltage on the NINV pin aribles | epU | emon] 18] Symbot| watch | sk |
VNOM = VOLTAGE (NINV_PIN} Name [Vaue | Addiess | -~
*check we can drive the non inverting around the nominal woltage MAX_DFFSET - EBOB
"default to test fails 1POS - EBEF
FB_TEST PASS = 0 INEG €893
"first Try test with nowinel clrowit conditions YMSAT - £837
#if they are below +/-3Y VPSAT - £B3E
IF ABS(VNOM) < 9 WMECM EBSF
#hut make sure power supplies are not excesded WPCH = EBA3
VTEST HIGH = VHOE + 0.14 MAX_OUTPUT_VOLTAGE - EBA7
i COMP_TEST_PASS £848
TP T RN FERATIO - EBAF
= FB_TEST_PASS - £883
2D Ik VPLUS - EBB7
WTEST_LOU = VHOM - 0.14 YMINDS = cEEE
IF VIEST_LOW < VILINUS WTEST = EBBF
VTEST_LOW = VIO YIN - EBC3
END IF VCENTRE = EBCY
DO FEEDBACKTEST OP_PIN - EBCB
END IF NV PIN = FRCE L]
IF FB_TEST PASS = 0
*test failed, next try test around centre of supplies || | Resuk
Qe = - Rest [
Line 111 Character 3226 IC pin status Display output
T Pin | Name | Faudl [Ff
E“"ﬂjﬁ‘ﬂ‘v“sy Build | Erors] warmings] Info | ; R‘@‘ -
3 NNV
[rfoNo repart A v
Errors Irfa- o lis il specife T
| |info- No object fie specified
Warmings | |rfo - Compiler started at 13:38:21 on 10 August 2008 6 [OUTe
rfo - PLIP scurce fle delecle: A
Irnfo - Define parameter MAX_DFFSET, 4 byles 4__LhG
Irfa - Define parameter IPOIST. 4 bytes
Irfo- Define parameter INEG, 4 bytes
Irfo - Define parameter VMSAT', £ bytes
Irfo - Define parameter VFSAT' 4 byles
Irfo - Define paramete: VMCM' 4 bytes & < s

Aide en ligne

PremierLink est fourni avec une aide compléte en ligne pouvant etre
consultée a tout moment durant la programmation. Cette aide fournit a
I'utilisateur un guide de syntaxe PLIP pour chaque commande. La

fenétre d'aide est décomposée en:
Une section pour la syntaxe
Une description complete de chaque commande
Des exemples concrets
Des commentaires additionnels (le cas échéant)
Champ d'application

Exemple

Programme complet pour une porte logique ‘NAND'

INPUTS 1A,1B,2A,2B, 33, 3B, 4A, 4B
INPUTS 1A, 1B
DATA = 0
DO WHILE DATA <= 3
DRIVE [1A,1B] WITH DATA
IF LEVEL ([1A,1B]) = 3
CHECK THAT 1Y IS LOW
ELSE
CHECK THAT 1Y IS HIGH
END IF
DATA = DATA + 1
END DO
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Interface de programmation

L'interface de programmation est congue pour générer et
corriger de nouveaux tests fonctionnels de circuits. PLIP
(PremierLink IC Programming) est un langage évolué créé
spécifiquement pour la programmation de tests. La syntaxe
est fortement explicite de sorte que les programmes sont
largement auto commentés. Cependant, des commentaires
peuvent etreinséréss'ilyalieu.

Le compilateur génére des données binaires qui peuvent etre
exécutées directement dans le programme de mise au point
‘debugger' ou &tre ajoutées dans les répertoires des
bibliotheques pour |'utilisation par les produits Systeme
8000. On peut ajouter jusqu'a 3 points d'arrét permettant
de suspendre |'exécution du programme pour examiner les
données. Le programme de mise au point ‘'debugger’ permet
a I'utilisateur d'identifier les éventuels problemes dans le
programme tout en étant relié au testeur et avant d'inclure
les données du nouveau circuit dans la bibliothéque.

= PLIP Syntax Guide EE®

Conmand  EIITMNENMENNNDENENINING =] 5osako [PuLSE =]

Syntax DRIVE pin name 1 LOW/HIGH, . pin name & LOW/HIGH
DRAIVE [pin name list] WITH expression
DRIVE <pin group> WITH expression

Desciiption | The DRIVE command is the primary command used ta diive the inpul pins of the digital I &
under test into the desired state. The command can control 2 single pin, & lit of up to B

pins, or a defined pin aroup with up ta & pins.The logic levells] to be diiven Gan be given in

the command as the word LW or HIGH, a1 it can be a calculated value stored in a

vaiisble. If the DRIVE command faied because the pins referenced are haid wired, the

LS TDRIVED or LEVEL( funclions can be used to allow for this in subsequent

programming.

“when using the last two formns of the command. the expression is evaluated ahd DRIVEN

Examples  [E camples A
DRIVE DOHIGH

DRIVE DOLOW, D1 HIGH

DRIVE [DOD1.02] %ITH DATA,

DRIVE <DATA_BUS: WITH DATA

Mote the synta - the fist 1w examples abowe uss the pin name alone. the 3id example
defines a pin st using square brackets (D0, D, D2], and the 4th defines a pin group using

Comments |If you are reading and/ar witing data fram a bus shuctured IC such as a memary wih CHIP A
ENABLE, WRITE ENABLE and DUTPUT ENABLE pins, you can achieve a worthishile
increase in speed by using the DRIVE command with iepealed pin numbers instead of
individual PULSE/DRIVE commands. Consider the fallowing xample of a progiam segment

1o fill 2 2K memory with increasing data:-

SET <ADDRESS_LOWA = ADATAZ A3 A4 ABAEAT -

Target  [BFLACME Close
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